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Química Analítica

Objetivos:

Apresentar conceitos básicos sobre técnicas aplicadas à caracterização e quantificação dos elementos

presentes nos materiais.

Ementa:

Absorção Atômica, Espectrografia óptica de emissão, fluorescência de raios-X, de emissão (ICP-OES),

Espectrometria por infravermelho (FTIR). Técnicas de análises térmica (DTA, DTG, DSC e

dilatometria), Analisador de tamanho de partículas.
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